
環境試験技術報告　第12回試験技術ワークショップ開催報告 9

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. 高周波衝撃 簡易試験法の紹介～小型衛星

機器試験への適用例 
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質疑応答 
 
質問者① JAXA 環境試験技術センター 中尾様 

11 ページに試験条件を設定するためのパラメータが並べられていますが、これらのパラメ

ータを設定するために別途多くのデータを収集されているのでしょうか。 

 

発表者 

本衝撃試験装置ができてからある程度時間も経過しており、これまでのデータベースは弊

社の中で蓄積されています。設定する各パラメータが数値的にどの程度衝撃レベルに影響

を及ぼすかは、上部に搭載される供試体の形状や重量によっても変わってくるので、数値

的にパラメータを保有している訳ではありません。データベースの中から類似のものをピ

ックアップすることで予備試験の回数を削減しています。 

 

質問者② 元 JAXA 三津間様 

試験結果(時刻歴)の波形が非対称であるが、もう少し対称にはできないのでしょうか。SRS

だけではなく、波形依存の部品があった場合気になるところであると思われます。 

 

発表者 

SRS は正の SRS と負の SRS に分離することができ、試験結果には正負 SRS それぞれの最大

値を取った包含線を示しています。プラス方向とマイナス方向に同様の加速度を印加する

というのは少なくとも現状の衝撃試験装置では難しいと思われ、ご指摘のように今後の課

題であると考えています。現状の対応としては正の SRS と負の SRS をそれぞれ評価して、

プラス側の試験とマイナス側の試験を別に行うということも弊社では行っています。 

 

質問者③ JAXA イプシロンロケットプロジェクトチーム 宇井様 

今回の機器の条件というのは、何点かハンマリングした結果を包絡して設定されていると

述べられていましたが、供試体への加振面の中心以外の点の加速度分布がどのようになっ

ているかは把握されているのでしょうか。 

 

発表者 

ご指摘の通り、加速度分布は供試体の中で存在しています。本装置は供試体に対してかな

りコンパクトな設計になっており、それ故にローカルな振動が発生し供試体の取付面の中

で加速度分布が生じてしまうことがあり、今回は取付断面中での加速度分布を平均化させ

て SRS 解析を行い評価を行っています。 
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質問者 

実際はボルト破断による衝撃が 1 点で入力され、その衝撃が取付面全体に伝播していくと

いうことでしょうか。 

 

発表者 

はい。衝撃源としては根本の 1 点で入力されることになります。 

 

質問者④ 九州工業大学 畑村様 

発表中でハンマ式試験機のことを従来型と言い、従来型では低周波側が強く出やすく過負

荷になりやすいということを述べられていたかと思いますが、今回の試験機に変えたこと

で低周波側の応答はどのように改善されたのでしょうか。 

 

発表者 

今回評価している周波数は 100Hz～10kHz の範囲であり、1kHz～10kHz の領域内で半正弦波

を形成できるハンマ式や落重式の衝撃試験装置は私自身は見たことがありません。また弊

社で従来型の試験装置を自作し試験を実施した経験があるが、その際は 100Hz 付近で約

100G の加速度が発生したという経緯があります。その結果に比べると今回のラプチャーボ

ルト式試験装置の方が低周波の加速度を押さえることができたものと考えています。 

 

質問者 

例えば 100Hz 付近で約 100G の加速度でも、試験方法で実際のものの壊れやすさというのは

変わってくると思われます。SRS 解析だけで判断するのは危険であると考えています。 

 

質問者⑤ 産業技術総合研究所 野里様 

試験結果(時刻歴)のグラフを見ると、高周波成分を含んでいるように見えるのですが、SRS

解析のグラフを見ると 4kHz付近までしかスペクトルが表されていませんがこれには何か理

由があるのでしょうか。 

 

発表者 

得られた時刻歴波形をそのまま SRS 解析した結果を示していますが、高周波成分を含んで

いると見られるのはどの部分のことを仰っているのでしょうか。 

 

質問者 

時刻歴の波形を見ると数 kHzより上の高周波成分を含んでいるように個人的には思えます。

サンプリングレートは 10kHz 程度を試験条件としているのでしょうか。 
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発表者 

サンプリングは 500kHz で取得しており、そこからデータ処理の便宜のために 20kHz のロー

パスフィルタをかけて SRS 解析を行っています。少なくとも 10kHz 以下の高周波数成分は

評価できていると考えています。 

 

質問者 

高周波成分が含まれているように見えたのでもっと高い周波数成分までプロットするとど

うなるのかが気になったので質問させて頂きました。 

 

発表者 

加速度センサの応答周波数が 20kHz までしかないので、それ以降は少なくとも今の計測系

では評価できません。かつ、それくらいの高周波になると供試体を破壊するような振動で

はないと考えているので今回は評価していません。 
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